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1. Postanowienia ogélne

1.1. Okres obowigzywania

Wszystkie egzaminy ISTQB poziomu zaawansowanego dla inzyniera automatyzacji testowania
przeprowadzane po dniu DD/MM/RRRR (bez wzgledu na jezyk i sposéb przeprowadzenia) musza by¢
zgodne ze strukturg i zasadami opisanymi w niniejszym dokumencie.

1.2. Cel

W niniejszym dokumencie okreslono strukture i zasady opracowywania egzamindéw zwigzanych z sylabusem
ISTQB poziomu zaawansowanego dla inzyniera automatyzacji testowania.

1.3. Zakres
W niniejszym dokumencie okreslono:
a) liczbe pytan na egzaminie;
b) czas trwania egzaminu;
c) rozklad pytan miedzy poszczegélne tematy (rozdzialy);
d) rozklad pytan miedzy poszczegdlne poziomy poznawcze.

14. Bibliografia
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1.5. Odpowiedzialnos¢ za dokument

Ogdlng odpowiedzialno$é za niniejszy dokument ponosi grupa robocza ds. egzaminéw (Examination

Working Group) ISTQB.

1.6. Historia zmian

Data Wersja Imi¢ i nazwisko Uwagi

21 pazdziernika  |1.0 (zatw. przez D. Friedenberg Wersja przedtozona razem z ostateczna wersja sylabusa
2016 1. Z0)

2. Definicje

* CTAL (Cettified Tester Advanced Level) — certyfikowany tester, poziom zaawansowany

¢ Cel nauczania (CN) — okreslenie korzysci w zakresie kompetenciji poznawczej, ktore maja zostaé
uzyskane w zwigzku z okreslong trescig merytoryczng

* Pytanie wielokrotnego wyboru — forma oceny, w przypadku ktérej egzaminowana osoba musi
wybrac z listy najlepsza odpowiedz lub najlepsze odpowiedzi

3. Zasady opracowywania egzaminéw poziomu zaawansowanego

3.1. Egzamin poziomu zaawansowanego dla inzyniera automatyzacji testowania

3.1.1. Podstawa do opracowania egzaminu poziomu zaawansowanego dla inzyniera automatyzacji
testowania jest sylabus poziomu zaawansowanego dla inzyniera automatyzacji testowania
[CTAL_TAE]. Przy udzielaniu odpowiedzi na pytania egzaminacyjne moze by¢ konieczne
skorzystanie z materiatu pochodzacego z kilku rozdzialéw sylabusa.




3.1.2.

3.2.

3.2.1.

3.2.2.

3.2.3.

3.2.4.

Wszystkie cele nauczania (na poziomach poznawczych K1-K4) okreslone w sylabusie moga by¢
przedmiotem egzaminu.

Ogolna struktura egzaminu poziomu zaawansowanego

Kazdy modutl egzaminu poziomu zaawansowanego (tj. ,,Kierownik testow”, ,,Analityk testowy”,
,»Techniczny analityk testowy”, ,,Tester zabezpieczen i, Inzynier automatyzacji testowania”) musi
sktada¢ si¢ z zestawu pytan wielokrotnego wyboru opracowanych na podstawie celéw nauczania
okreslonych w danym sylabusie. Zakres i rozklad pytan okresla si¢ na podstawie celéw nauczania
i pozioméw ,, K oraz ich waznosci oszacowanej przez ISTQB. Szczegélowe informacje na temat
struktury poszczegdlnych modultéw egzaminu podano ponizej w podrozdziale 3.5.

Liczba punktéw podana przy kazdym pytaniu powinna odzwierciedlaé jego stopien trudnosci. Za
poprawna odpowiedZ na pytanie na poziomie K2 powinien by¢ przyznawany 1 punkt. Co do zasady,
za poprawng odpowiedZ na pytanie na poziomie K3 powinny byé przyznawane 2 punkty, a na
poziomie K4 — 3 punkty. Zastrzega si¢ jednak, Ze pytanie na poziomie K3 moze mie¢ wartos§¢ 1, 2
lub 3 punktéw, a pytanie na poziomie K4 warto$¢ 2 lub 3 punktow, wedlug uznania autora.

Trudniejsze pytanie moze wymaga¢ od egzaminowanej osoby bardziej gruntownej lub wnikliwe;j
znajomos$ci materiatu, natomiast w przypadku latwiejszego pytania odpowiedZz na nie moze by¢
bardziej jednoznaczna.

Co do zasady, zapoznanie si¢ z pytaniem na poziomie K2 iudzielenie na nie odpowiedzi powinno
trwa¢ 1 minutg. W przypadku pytania na poziomie K3 czas ten wynosi 3 minuty, a w przypadku
pytania na poziomie K4 — 4 minuty. Osoba ukladajaca egzamin powinna jednak pamigtaé, ze sa to
jedynie usrednione warto$ci orientacyjne, a w praktyce udzielenie odpowiedzi na niektére pytania
moze potrwaé dluzej, a na inne — kréce;.

Dozwolony czas trwania egzaminu zalezy od liczby i poziomu ,,K” pytad wymaganych w ramach
danego modutu. Kandydatowi zdajacemu egzamin wjezyku innym niz ojczysty przysluguje
wydluzenie czasu trwania egzaminu o 25%

Modut Liczba pytan [ Maksymalna liczba [ Wynik zaliczajacy | Czas trwania Czas trwania egzaminu +
punktow (65%) egzaminu 25% (w minutach)
(w minutach)
Poziom zaawansowany — 40 75 49 90 113
Inzynier automatyzacji
testowania
Wynik zaliczajacy
3.2.5. Do zdania egzaminu niezbe¢dne jest uzyskanie 65% sposrod mozliwych do zdobycia punktow.
3.3. Zasady szczegotowe
3.3.1.  Zasady i zalecenia dotyczace ukladania pytan wielokrotnego wyboru zawiera dokument zatytutowany
,»ISTQB: Zasady i zalecenia dotyczace uktadania pytan” [QWRR_2011].
3.3.2.  Kazde pytanie musi ocenia¢ osiggniecie co najmniej jednego celu nauczania okreslonego w sylabusie

poziomu zaawansowanego, ktory jest przedmiotem egzaminu. Pytania moga zawieraé materiat
pomocniczy na poziomie K1 z pozostalych czgsci sylabusa, a takze moga uwzglednia¢ pojecia objete
celami nauczania sylabusa poziomu podstawowego i/lub inny material z sylabusa poziomu
podstawowego na poziomie K1. Jesli dane pytanie odwoluje si¢ do kilku celéw nauczania, najwickszy
nacisk nalezy potozy¢ na cel nauczania o najwyzszym poziomie ,,[<”.

3.4. Rozktad pytan

3.4.1.

W ponizszej tabeli przedstawiono strukture egzaminu na poziomie zaawansowanym dla inzyniera

automatyzacji testowania. Kazdy egzamin musi zawiera¢ pytania dotyczace konkretnych
obowigzkowych celow nauczania oraz okreslona liczbe pytatt dotyczacych celéw nauczania
wybieranych przez autora.



4. Struktura egzaminu poziomu zaawansowanego dla inzyniera automatyzacji

testowania

4.1.1.

Informacje podstawowe

Struktura ogélna

Modut Liczba pytan | Maksymalna liczba | Wynik zaliczajacy | Czas trwania Czas trwania egzaminu +
punktéw (65%) egzaminu 25% (w minutach)
(w minutach)
Poziom zaawansowany — 40 75 49 90 113

Inzynier automatyzacji

testowania

4.1.2.

Rozktad pytati i punktow

Rozktad pytan wramach egzaminu poziomu zaawansowanego dla inzyniera automatyzacji

testowania
Rozklad pytan — Poziom Liczba pytan na Sugerowana liczba punktéw
rozdzial 1 5K kazdy CN za kazde pytanie
AL-TAE-1.1.1 K2 1 1 Wymagana liczba pytan dot.
rozdziatu 1 =2
K1=0
K2=2
AL-TAE-1.2.1 K2 1 1 K3 =0
- K4=0
Sugerowana liczba punktow za
rozdzial = 2
Rozklad pytan — Poziom Liczba pytan na Sugerowana liczba punktéw
rozdzial 2 »K” kazdy CN za kazde pytanie
AL-TAE-2.1.1 K4 2 3 Wymagana liczba pytan dot.
AL-TAE-2.2.1 K4 1 3 rozdzialu 2 = 5
K1=0
K2=2
K3=0
AL-TAE-2.3.1 K2 2 1 K4=3
Sugerowana liczba punktow za
rozdzial =11
Rozklad pytan — Poziom Liczba pytan na Sugerowana liczba punktéw
rozdzial 3 K kazdy CN za kazde pytanie
AL-TAE-3.11 K2 1 1 Wymagana liczba pytan dot.
ALTAES.2.1 - ) 3 rozdzialu 3 = 10
AL-TAE-3.2.2 K2 1 1 -
AL-TAE-3.2.3 K2 2 1 K1=0
AL-TAE-3.24 K4 2 3 K2=5
AL-TAE-3.3.1 K3 2 2 K3 =2
AL-TAE-3.3.2 K2 1 1 Ki -3
Sugerowana liczba punktow za
rozdzial = 18
Rozklad pytan — Poziom Liczba pytan na Sugerowana liczba punktéw
rozdzial 4 LK kazdy CN za kazde pytanie
AL-TAE-4.1.1 K3 2 2 . .
ALTAEA2 1 Ka > 3 Wymagana liczba pytan dot.




rozdzialu 4 =5

K1=0
K2=1
K3=2
AL-TAE-4.3.1 K2 1 1 K4 =2
Sugerowana liczba punktéow za
rozdzial =11
Rozklad pytan — Poziom Liczba pytan na Sugerowana liczba punktow za
rozdzial 5 5K kazdy CN kazde pytanie
AL-TAE-5.1.1 K2 2 1 Wymagana liczba pytan dot.
AL-TAE-5.2.1 K3 2 2 rozdziatu 5 = 6
AL-TAE-5.3.1 K4 1 3 K1=0
K2=3
K3=2
AL-TAE-5.4.1 K2 1 1 Kd=1
Sugerowana liczba punktow za
rozdzial = 10
Rozklad pytan — Poziom Liczba pytan na Sugerowana liczba punktow za
rozdzial 6 HK” kazdy CN kazde pytanie
AL-TAE-6.1.1 K3 1 2 Wymagana liczba pytan dot.
AL-TAE-6.1.2 K2 1 1 rozdzialu 6 = 5
AL-TAE-6.2.1 K2 1 1 -
AL-TAE-6.3.1 K2 1 1 K1=0
AL-TAE-6.4.1 K2 1 1 K2=4
K3=1
K4=0
Sugerowana liczba punktow za
rozdzial = 6
Rozklad pytan — Poziom Liczba pytan na Sugerowana liczba punktéw
rozdzial 7 K kazdy CN za kazde pytanie
AL-TAE-7.1.1 K3 2 2 Wymagana liczba pytan dot.
rozdzialu 7 =4
K1=0
K2=0
AL-TAE-7.2.1 K3 2 2 K3 =4
- K4=0
Sugerowana liczba punktow za
rozdzial = 8
Rozklad pytan — Poziom Liczba pytan na Sugerowana liczba punktéw
rozdzial 8 »K” kazdy CN za kazde pytanie
AL-TAE-8.1.1 K4 2 3 Wymagana liczba pytan dot.
rozdzialu 8 = 3
K1=0
K2=0
AL-TAE-8.2.1 K4 1 3 K3 =0
. K4 =3

Poziom zaawansowany — Inzynier automatyzacji
testowania — wartosci laczne

Razem: DOKLADNIE
75 punktéw

Sugerowana liczba punktow za
rozdzial =9

90 minut [ Razem: DOKLADNIE 40 pytan




